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Актуальность данного направления исследований основывается на перспективах применения тонкопленочных покрытий (углеродных пленок) в различных сферах науки и техники и прежде всего при разработке микросхем, т.к. данный материал обладает высокой тепло и электропроводностью. Определение толщины пленок является важным, поскольку это один из основных контролируемых параметров.
***
Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи исследования:

а) модернизирована экспериментальная установка с возможностью регулировки угла падения света на пленку,
б) измерена интенсивность отраженного света в видимом диапазоне при различных углах падения для различных (возможных) оптических толщин.
Основным итогом данного исследования является экспериментальное определение толщины тонких углеродных пленок. Предлагаемые для обсуждения результаты были получены на разработанной и реализованной на базе кафедры общей и экспериментальной физики АлтГУ базовой установке. Она была создана для определения оптических параметров исследуемых образцов (углеродной пленки на стеклянной подложке).

Вторым результатом исследования оказалась разработка методики определения толщины воздушного зазора. Контроль толщины производился с помощью кусочков фольги, которая позволяла получить отчетливую интерференционную картину. 
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